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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示画素を有する表示パネルと、
　前記表示パネルの表示制御を行う制御部とを備える表示装置において、前記制御部によ
り実行される表示装置の補正方法であって、
　前記複数の表示画素のうちの処理対象画素を構成する第１駆動トランジスタであって、
画素信号に応じた駆動電流を発光素子に供給する第１駆動トランジスタに供給される前記
画素信号の累積値である第１累積値を取得し、
　前記第１累積値と前記第１駆動トランジスタにおける閾値電圧のシフト量である第１シ
フト量との予め求められた第１対応関係に基づいて、前記第１累積値を用いて前記第１シ
フト量の算出を行い、
　前記第１シフト量と前記第１駆動トランジスタにおける移動度の変化量である第１変化
量との予め求められた第２対応関係に基づいて、前記第１シフト量を用いて前記第１変化
量の算出を行い、
　前記第１変化量を用いて画素信号の階調値である第１階調値を補正するための補正パラ
メータの算出を行い、
　前記第１対応関係は、前記表示パネルまたは当該表示パネルとは異なる他の表示パネル
を用いて、前記処理対象画素に対応する表示画素を構成する第２駆動トランジスタに供給
される画素信号の累積値である第２累積値に対する、前記第２駆動トランジスタにおける
閾値電圧のシフト量である第２シフト量を実測することで求められ、
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　前記第２対応関係は、前記表示パネルまたは前記他の表示パネルを用いて、前記第２シ
フト量に対する、前記第２駆動トランジスタにおける移動度の変化量である第２変化量を
実測することで求められる
　表示装置の補正方法。
【請求項２】
　前記第１シフト量をΔＶｔｈとし、前記第１変化量をΔμとすると、前記第２対応関係
は、Δμ＝Ｃ１（ΔＶｔｈ）γ＋Ｃ２の関係式で表され、
　係数Ｃ１およびγは、前記第２シフト量に対する前記第２変化量の実測値を用いて予め
求められた値である、
　請求項１に記載の表示装置の補正方法。
【請求項３】
　前記第２対応関係は、前記第１変化量と前記第１シフト量との間の線形関係である、
　請求項１または２に記載の表示装置の補正方法。
【請求項４】
　前記補正パラメータの算出では、前記補正パラメータとして、前記第１階調値に乗算さ
れるゲインである第１ゲインと、前記第１階調値に加算されるオフセット値とが算出され
、
　前記第１ゲインは、前記表示パネルまたは前記他の表示パネルを用いて、前記第２駆動
トランジスタに供給される画素信号の階調値に乗算されるゲインである第２ゲインに対す
る前記第２変化量の実測値を用いて予め求められた値である、
　請求項２または３に記載の表示装置の補正方法。
【請求項５】
　前記第１累積値をｔとし、前記第１駆動トランジスタにおけるゲートソース間電圧と閾
値電圧との差の設計値をＶｇｓ－Ｖｔｈとすると、前記第１対応関係は、ΔＶｔｈ＝Ａ（
Ｖｇｓ－Ｖｔｈ＋Ｖｏｆｆｓｅｔ）αｔβの関係式で表され、
　係数Ａ、Ｖｏｆｆｓｅｔ、αおよびβは、前記第２累積値に対する前記第２シフト量の
実測値を用いて予め求められた値である、
　請求項２～４の何れか１項に記載の表示装置の補正方法。
【請求項６】
　複数の表示画素を有する表示パネルと、
　前記表示パネルの表示制御を行う制御部とを備える表示装置の補正装置であって、
　前記複数の表示画素の各々は、発光素子と、画素信号に応じた駆動電流を前記発光素子
に供給する駆動トランジスタとを有し、
　前記制御部は、
　前記複数の表示画素のうちの処理対象画素を構成する第１駆動トランジスタに供給され
る前記画素信号の累積値である第１累積値を取得し、
　前記第１累積値と前記第１駆動トランジスタにおける閾値電圧のシフト量である第１シ
フト量との予め求められた第１対応関係に基づいて、前記第１累積値を用いて前記第１シ
フト量の算出を行い、
　前記第１シフト量と前記第１駆動トランジスタにおける移動度の変化量である第１変化
量との予め求められた第２対応関係に基づいて、前記第１シフト量を用いて前記第１変化
量の算出を行い、
　前記第１変化量を用いて画素信号の階調値を補正するための補正パラメータの算出を行
い、
　前記第１対応関係は、前記表示パネルまたは当該表示パネルとは異なる他の表示パネル
を用いて、前記処理対象画素に対応する表示画素を構成する第２駆動トランジスタに供給
される画素信号の累積値である第２累積値に対する、前記第２駆動トランジスタにおける
閾値電圧のシフト量である第２シフト量を実測することで求められ、
　前記第２対応関係は、前記表示パネルまたは前記他の表示パネルを用いて、前記第２シ
フト量に対する、前記第２駆動トランジスタにおける移動度の変化量である第２変化量を
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実測することで求められる
　表示装置の補正装置。
【請求項７】
　前記第１駆動トランジスタは、酸化物半導体素子である、
　請求項６に記載の表示装置の補正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置の補正方法および表示装置の補正装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイに代わる次世代のフラットパネルディスプレイの一つとして、
有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を利用した有機ＥＬディスプレ
イが注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイは、複数の表示画素がマトリクス状に配置された有機ＥＬパネル
を備えている。表示画素は、有機ＥＬ素子と、画素信号に応じた駆動電流を有機ＥＬ素子
に供給する駆動トランジスタとを有する。
【０００４】
　有機ＥＬディスプレイ等のアクティブマトリクス方式の表示装置には、駆動トランジス
タとして薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が用
いられる。ＴＦＴでは、通電時のゲート－ソース間電圧等のストレスにより、ＴＦＴの閾
値電圧が経時的にシフトする。そして、閾値電圧の経時的なシフトは、有機ＥＬ素子への
供給電流量変動の原因となるため、表示装置の輝度制御に影響し、表示品質を悪化させる
。
【０００５】
　有機ＥＬディスプレイでは、表示品質の悪化を防止するため、画素信号の累積値（以下
、適宜「累積値」と略称する）を求め、当該累積値を用いて画素信号を補正している。画
素信号は、１フレーム分の画像を示す映像信号に含まれる信号であり、１つの画素の色度
、彩度および階調値等を含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１４５２５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の表示装置では、階調値に対する補正の精度が十分ではないという
問題があり、さらなる表示品質の向上が求められている。
【０００８】
　本開示は、表示品質を向上させることができる表示装置の補正方法および表示装置の補
正装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示における表示装置の補正方法は、複数の表示画素を有する表示パネルと、前記表
示パネルの表示制御を行う制御部とを備える表示装置において、前記制御部により実行さ
れる表示装置の補正方法であって、前記複数の表示画素のうちの処理対象画素を構成する
駆動トランジスタであって、画素信号に応じた駆動電流を発光素子に供給する駆動トラン
ジスタに供給される前記画素信号の累積値を取得し、前記累積値を用いて前記駆動トラン
ジスタにおける閾値電圧のシフト量の算出を行い、前記シフト量を用いて移動度の変化量
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の算出を行い、前記移動度の変化量を用いて画素信号の階調値を補正するための補正パラ
メータの算出を行う。
【００１０】
　本開示における表示装置の補正装置は、複数の表示画素を有する表示パネルと、前記表
示パネルの表示制御を行う制御部とを備える表示装置の補正装置であって、前記複数の表
示画素の各々は、発光素子と、画素信号に応じた駆動電流を前記発光素子に供給する駆動
トランジスタとを有し、前記制御部は、前記複数の表示画素のうちの処理対象画素を構成
する前記駆動トランジスタに供給される前記画素信号の累積値を取得し、前記累積値を用
いて前記駆動トランジスタにおける閾値電圧のシフト量の算出を行い、前記シフト量を用
いて移動度の変化量の算出を行い、前記移動度の変化量を用いて画素信号の階調値を補正
するための補正パラメータの算出を行う。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示における表示装置の補正方法および表示装置の補正装置は、表示品質を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態における有機ＥＬディスプレイの外観を示す外観図である。
【図２】図２は、実施の形態における有機ＥＬディスプレイの構成の一例を示すブロック
図である。
【図３】図３は、実施の形態における制御部の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】図４は、実施の形態におけるストレス補正の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図５】図５は、（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）の設計値別に、累積値に対する閾値電圧のシフト量
を計測した結果を示すグラフである。
【図６】図６は、閾値電圧のシフト量に対する移動度の変化量を測定した結果を示すグラ
フである。
【図７】図７は、移動度の変化量に対するゲインの値を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　［課題の詳細］
　画素信号に対する補正には、例えば、（１）閾値電圧のシフトに対する階調値の補正、
および、（２）駆動トランジスタにおける電荷の移動度を用いた階調値の補正等がある。
【００１４】
　（１）閾値電圧のシフトに対する階調値の補正は、駆動トランジスタのゲートソース間
に電圧が印加されることによる駆動トランジスタの劣化により、有機ＥＬパネルにおける
輝度の低下を防止するために実行される。駆動トランジスタのゲートソース間に電圧が印
加されると、駆動トランジスタは経時劣化し、閾値電圧がシフトする。閾値電圧がシフト
すると、同じ電圧がゲートに印加された場合でも、駆動トランジスタのソースドレイン間
に流れる駆動電流の電流量が低下する。これにより、有機ＥＬ素子に供給される駆動電流
の電流量が低下して、有機ＥＬ素子の輝度が低下する。閾値電圧のシフト量を用いた階調
値の補正では、画素信号の累積値と閾値電圧のシフト量との関係性を利用する。当該関係
性により、画素信号の累積値を算出することで閾値電圧のシフト量が求められる。
【００１５】
　（２）駆動トランジスタにおける電荷の移動度を用いた補正では、駆動トランジスタに
流れる電流量から移動度を求め、当該移動度を用いて階調値を補正する。
【００１６】
　従来、上述した２つの補正は、独立して実行されていた。
【００１７】
　ここで、本発明者らは、上述した閾値電圧のシフト量と移動度の変化量との間には、相



(5) JP 6379340 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

関関係があることを見いだした。当該相関関係を利用して階調値の補正を行うことにより
、より高精度に階調値の補正を行うことができ、表示品質を改善することができると考え
られる。
【００１８】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１９】
　なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明
を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図す
るものではない。
【００２０】
　（実施の形態）
　以下、図１～図７を用いて、実施の形態に係る表示装置の補正方法および補正装置を説
明する。
【００２１】
　［１－１．構成］
　図１は、本実施の形態における有機ＥＬディスプレイ１０の外観を示す外観図である。
図２は、本実施の形態における有機ＥＬディスプレイ１０の構成の一例を示すブロック図
である。
【００２２】
　図２に示すように、有機ＥＬディスプレイ１０は、有機ＥＬパネル１１と、データ線駆
動回路１２と、走査線駆動回路１３と、メモリ１４と、制御部２０と、を備えている。
【００２３】
　［１－１－１．有機ＥＬパネル、駆動回路およびメモリ］
　有機ＥＬパネル１１は、複数の表示画素を有する表示パネルの一例であり、マトリクス
状に配置された複数の表示画素Ｐと、複数の表示画素Ｐに接続される複数の走査線ＧＬと
、複数のデータ線ＳＬとを備えている。
【００２４】
　表示画素Ｐは、本実施の形態では、有機ＥＬ素子ＯＥＬと、選択トランジスタＴ１と、
駆動トランジスタＴ２と、容量素子Ｃ１とを備えている。
【００２５】
　選択トランジスタＴ１は、走査線ＧＬの電圧に応じて表示画素Ｐの選択および非選択を
切り替える。選択トランジスタＴ１は、薄膜トランジスタであり、ゲート端子が走査線Ｇ
Ｌに、ソース端子がデータ線ＳＬに、ドレイン端子がノードＮ１にそれぞれ接続されてい
る。
【００２６】
　駆動トランジスタＴ２は、データ線ＳＬの電圧に応じた駆動電流を有機ＥＬ素子ＯＥＬ
に供給する。駆動トランジスタＴ２は、薄膜トランジスタである。より具体的には、駆動
トランジスタＴ２は、酸化物半導体素子である。例えば、駆動トランジスタＴ２は、ＴＡ
ＯＳ（透明アモルファス酸化物半導体、Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの酸化物半導体を用いて形成される。駆
動トランジスタＴ２は、ゲート端子がノードＮ１に、ソース端子が有機ＥＬ素子ＯＥＬの
アノード電極にそれぞれ接続され、ドレイン端子に電圧ＶＴＦＴが供給されている。
【００２７】
　有機ＥＬ素子ＯＥＬは、駆動電流に応じて発光する発光素子である。駆動電流は、駆動
トランジスタＴ２から供給される。有機ＥＬ素子ＯＥＬは、アノード電極が駆動トランジ
スタＴ２のソース端子に接続され、カソード電極が接地されている。
【００２８】



(6) JP 6379340 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　容量素子Ｃ１は、データ線ＳＬの電圧に応じた電荷が蓄積される容量素子であり、一端
がノードＮ１に、他端が駆動トランジスタＴ２のソース端子に接続されている。
【００２９】
　データ線駆動回路１２は、複数のデータ線ＳＬに対し、制御部２０から出力される補正
信号に応じた電圧を供給する。
【００３０】
　走査線駆動回路１３は、複数の走査線ＧＬに対し、制御部２０から出力される駆動信号
に応じた電圧を供給する。
【００３１】
　なお、本実施の形態では、選択トランジスタＴ１および駆動トランジスタＴ２がＮ型の
ＴＦＴである場合を例に説明したが、Ｐ型のＴＦＴであっても構わない。この場合でも、
容量素子Ｃ１は、駆動トランジスタＴ２のゲートソース間に接続される。
【００３２】
　メモリ１４は、本実施の形態では、揮発性メモリと、不揮発性メモリとを含んでいる。
揮発性メモリは、例えば、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）あるいはＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）である。不揮発性メモリは、例えば、Ｆｌａｓｈメモリである。メモリ１４には、
映像信号の補正のための補正パラメータ、および、演算結果等が記憶される。
【００３３】
　［１－１－２．制御部］
　制御部２０は、有機ＥＬパネル１１における映像の表示を制御する回路であり、例えば
、ＴＣＯＭ（タイミングコントローラ）等を用いて構成される。なお、制御部２０は、マ
イクロコントローラを含むコンピュータシステム、あるいは、システムＬＳＩ（Ｌａｒｇ
ｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）等を用いて構成されていて
も構わない。
【００３４】
　制御部２０は、外部から入力された映像信号に対する補正処理、および、補正された映
像信号を用いた書き込み処理の制御等を行う。映像信号は、ここでは、１つのフレームで
構成される画像を有機ＥＬパネル１１に表示させるための信号である。映像信号には、映
像信号により示される画像を構成する複数の画素に対応する画素信号が含まれる。画素信
号には、色度、彩度および階調値等が含まれる。
【００３５】
　映像信号に対する補正処理には、上述したように、画素信号の階調値の補正が含まれる
。画素信号の階調値の補正は、駆動トランジスタの劣化に対応するために実行される。制
御部２０は、階調値を補正した補正信号を生成し、当該補正信号をデータ線駆動回路１２
に出力する。
【００３６】
　図３は、本実施の形態における制御部２０の構成の一例を示すブロック図である。図３
では、制御部２０を構成する構成要素の一部、ストレス補正に関する部分について図示し
ている。制御部２０には、図３に示す構成の他に、駆動信号を生成する回路等が含まれる
が、図示は省略する。
【００３７】
　図３に示すように、制御部２０は、入力部２１と、ストレス補正部２２とを備えている
。制御部２０は、本実施の形態に係る補正装置に相当する。
【００３８】
　入力部２１は、外部入力される映像信号を受け付け、画像のサイズの調整等を行う。入
力部２１は、有機ＥＬパネル１１を構成する複数の表示画素Ｐそれぞれの階調値を順次取
得し、ストレス補正部２２の加算値算出部２３および補正部２９に対して出力する。
【００３９】
　ストレス補正部２２は、駆動トランジスタＴ２のストレスの累積値を用いてストレス補
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正を行う。ストレス補正部２２は、図３に示すように、加算値算出部２３と、加算部２４
と、シフト量算出部２５と、補正パラメータ算出部２６と、補正部２９とを備えている。
【００４０】
　加算値算出部２３は、画素信号の階調値から、表示画素Ｐを構成する駆動トランジスタ
のストレス値を算出する。駆動トランジスタＴ２のストレス値は、画素信号の階調値と、
メモリ１４に記憶された累積値とに応じた値になる。加算値算出部２３は、ストレス値と
して、一定の電圧値が継続して印加されたと仮定したときの時間換算値を求める。
【００４１】
　加算部２４は、メモリ１４に記憶された累積値にストレス値を加算した値を、新たな累
積値としてメモリ１４に上書きする。
【００４２】
　シフト量算出部２５は、メモリ１４に記憶された累積値を用いて駆動トランジスタＴ２
における閾値電圧のシフト量の算出を行う。
【００４３】
　補正パラメータ算出部２６は、画素信号の階調値を補正するための補正パラメータの算
出を行う。後述する補正部２９では、階調値×ゲインＡ＋オフセットＢの式を用いて、階
調値を補正する。補正パラメータ算出部２６は、ゲイン算出部２７と、オフセット算出部
２８とを備えている。
【００４４】
　ゲイン算出部２７は、シフト量を用いて移動度の変化量の算出を行い、当該移動度を用
いてゲインＡの算出を行う。ゲイン算出部２７は、ΔμＬＵＴ２７ａおよびゲインＬＵＴ
２７ｂの２つのルックアップテーブルを備えている。ルックアップテーブルの詳細につい
ては後述する。
【００４５】
　オフセット算出部２８は、シフト量を用いてオフセットＢの算出を行う。
【００４６】
　補正部２９は、上述したように、階調値×ゲインＡ＋オフセットＢの式を用いて、階調
値を補正し、補正後の階調値を補正信号として出力する。
【００４７】
　［１－２．動作］
　図４は、本実施の形態におけるストレス補正の処理手順を示すフローチャートである。
【００４８】
　［１－２－１．閾値のシフト量の算出］
　シフト量算出部２５は、メモリ１４に記憶された累積値を用いて駆動トランジスタＴ２
における閾値電圧のシフト量ΔＶｔｈを算出する（Ｓ１１）。閾値電圧のシフト量ΔＶｔ

ｈは、以下の式１より求められる。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　Ｖｇｓは駆動トランジスタＴ２のゲートソース電圧、Ｖｔｈは駆動トランジスタＴ２の
閾値電圧であり、設計値である。ｔｒｅｆはストレスの時間換算値（＝累積値）である。
【００５１】
　図５は、（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）の設計値別に、累積値ｔｒｅｆ（図５ではストレス時間と
表記）に対する閾値電圧のシフト量ΔＶｔｈを計測した結果を示すグラフである。図５の
グラフについて、最小二乗法によるフィッティングにより、式１のＡ１、α、β、Ｖｏｆ

ｆｓｅｔが求められる。設計値に応じたＡ１、α、β、Ｖｏｆｆｓｅｔが、予め有機ＥＬ
ディスプレイ１０のメモリ１４に記憶される。シフト量算出部２５は、式１に累積値ｔｒ

ｅｆを代入することにより、閾値電圧のシフト量ΔＶｔｈを算出する。
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【００５２】
　［１－２－２．移動度の算出］
　補正パラメータ算出部２６のゲイン算出部２７は、閾値のシフト量ΔＶｔｈを用いて、
移動度の変化量Δμの算出を行う（Ｓ１２）。移動度の変化量Δμは、以下の式２より求
められる。
【００５３】
【数２】

【００５４】
　図６は、閾値電圧のシフト量ΔＶｔｈに対する移動度の変化量Δμを測定した結果を示
すグラフ（ΔμＬＵＴ２７ａの一例）である。図６より、Ｃおよびγを求めることができ
る。Ｃおよびγが、予め有機ＥＬディスプレイ１０のメモリ１４に記憶される。ゲイン算
出部２７は、式２にシフト量ΔＶｔｈを代入することにより、移動度の変化量Δμを算出
する。なお、Δμ＝Ｃ１×（ΔＶｔｈ）γ＋Ｃ２としても良い。式２は、Ｃ２＝０の場合
である。
【００５５】
　［１－２－３．補正パラメータの算出１：ゲインＡの算出］
　ゲイン算出部２７は、移動度の変化量Δμを用いてゲインＡの算出を行う（Ｓ１３）。
【００５６】
　ゲインＡは、以下の式３により求められる。
【００５７】

【数３】

【００５８】
　図７は、移動度の変化量Δμに対するゲインＡの値を示すグラフ（ゲインＬＵＴ２７ｂ
の一例）である。例えば、ロットの最初の１枚について、移動度の変化量Δμに対するゲ
インＡの値を測定することにより、図７に示すグラフを求める。当該グラフから、δが求
められる。図７では、δ＝１となっている。
【００５９】
　ゲイン算出部２７は、移動度の変化量Δμを式３に代入することにより、ゲインＡを算
出する。
【００６０】
　［１－２－４．補正パラメータの算出２：オフセットＢの算出］
　オフセット算出部２８は、閾値のシフト量を用いて、オフセットＢの算出を行う（Ｓ１
４）。オフセットＢは、定数ａを用いて以下の式４より求められる。
【００６１】

【数４】

【００６２】
　［１－２－５．階調値の補正］
　補正部２９は、ゲインＡおよびオフセットＢを用いて画素信号の階調値Ｖｄａｔａを補
正する（Ｓ１５）。補正後の階調値Ｖｄａｔａ’は、以下の式５より求められる。
【００６３】

【数５】
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　［１－３．効果等］
　本実施の形態の補正装置および補正方法では、閾値電圧のシフト量ΔＶｔｈと移動度の
変化量Δμとの関係性を利用して、階調値の補正を行う。これにより、本実施の形態の補
正装置および補正方法では、より高精度に階調値の補正を行うことが可能になる。
【００６５】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００６６】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００６７】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請
求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本開示は、有機ＥＬディスプレイ等の表示装置に適用可能である。
【符号の説明】
【００６９】
１０　　有機ＥＬディスプレイ
１１　　有機ＥＬパネル
１２　　データ線駆動回路
１３　　走査線駆動回路
１４　　メモリ
２０　　制御部
２１　　入力部
２２　　ストレス補正部
２３　　加算値算出部
２４　　加算部
２５　　シフト量算出部
２６　　補正パラメータ算出部
２７　　ゲイン算出部
２７ａ　ΔμＬＵＴ
２７ｂ　ゲインＬＵＴ
２８　　オフセット算出部
２９　　補正部
Ｃ１　　容量素子
ＧＬ　　走査線
Ｎ１　　ノード
ＯＥＬ　有機ＥＬ素子
Ｐ　　　表示画素
ＳＬ　　データ線
Ｔ１　　選択トランジスタ
Ｔ２　　駆動トランジスタ



(10) JP 6379340 B2 2018.8.29

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 6379340 B2 2018.8.29

【図５】 【図６】

【図７】



(12) JP 6379340 B2 2018.8.29

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ        　　　　　

(72)発明者  前田　智之
            日本国東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地　株式会社ＪＯＬＥＤ内

    審査官  橋本　直明

(56)参考文献  特開２０１１－０３４００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２３７５８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０４４２９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３４３７６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－１０８８２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１３／００８３００１（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／３２３３　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　５１／５０　　　　



专利名称(译) 校正显示装置的方法和显示装置的校正装置

公开(公告)号 JP6379340B2 公开(公告)日 2018-08-29

申请号 JP2016546302 申请日 2015-08-27

[标]申请(专利权)人(译) 日本有机雷特显示器股份有限公司

申请(专利权)人(译) 株式会社JOLED

当前申请(专利权)人(译) 株式会社JOLED

[标]发明人 澤一樹
林宏
前田智之

发明人 澤 一樹
林 宏
前田 智之

IPC分类号 G09G3/3233 G09G3/20 H01L51/50

CPC分类号 G09G3/3233 G09G3/2007 G09G5/363 G09G2300/043 G09G2320/0233 G09G2360/16

FI分类号 G09G3/3233 G09G3/20.611.H G09G3/20.612.U G09G3/20.642.A G09G3/20.641.P H05B33/14.A

代理人(译) 吉川修
Sobashima正雄

审查员(译) Naoaki桥本

优先权 2014177494 2014-09-01 JP

其他公开文献 JPWO2016035294A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种有机EL显示器（10），包括具有多个显示像素（P）的有机EL面板
（11）和执行有机EL面板（11）的显示控制的控制单元（20），控制单
元1.一种用于校正要执行的显示装置的方法，包括：驱动晶体管
（T2），构成多个显示像素（P）的待处理像素，所述驱动晶体管
（T2） （T2）被提供给驱动晶体管（T2），使用累加值计算驱动晶体管
（T2）中的阈值电压的偏移量，并使用偏移量计算迁移率的变化量，并
使用迁移率的变化量计算用于校正像素信号的校正参数。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4ace1c01-5c80-40de-9c66-d64079787b2a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055439378/publication/JP6379340B2?q=JP6379340B2

